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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO20501:2019《精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷) 强度数

据的韦布尔统计分析方法》。
本标准与ISO20501:2019相比存在结构上的调整,附录A中列出了本标准与ISO20501:2019的

章条编号对照一览表。
本标准与ISO20501:2019相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位

置的垂直单线(|)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本标准还做了下列编辑性修改:
———改变标准名称,将标准名称修改为《精细陶瓷强度数据的韦布尔统计分析方法》;
———增加了资料性附录A和附录B。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC194)归口。
本标准起草单位:中国科学院上海硅酸盐研究所、佛山市质量和标准化研究院、山东国瓷功能材料

股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司、国家电子陶

瓷产品质量监督检验中心(湖南)、广东风华高新科技股份有限公司、东莞市昌昇机械加工有限公司、山
东工业陶瓷研究设计院有限公司、东华大学。

本标准主要起草人:王新刚、蒋丹宇、吴永庆、杨柳慧、饶秀梅、宋锡滨、骆光恒、万德田、康丁华、
何衡平、沓世我、胡春元、郑海生、郭海根、吴萍、陈常祝、张国军。
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精细陶瓷强度数据的韦布尔统计分析方法

1 范围

本标准规定了以脆性失效为特征的精细陶瓷单轴强度数据的概率分布参数估计方法。
注:精细陶瓷的失效强度被作为一个连续的随机变量。通常情况下,固定几何尺寸的样品在加载情况下发生失效,

记录破坏时的载荷,所得的失效应力用来估算总体分布相关的参数。

本标准适用于以失效强度为基础的两参数韦布尔分布。此外,本标准限定试验样品(拉伸、弯曲、加
载环等)是受单轴应力。6.4和6.5概述修正韦布尔参数估值偏差的方法,并从所有断裂源于单一缺陷

总体(即单一失效模式)的数据集计算这些估值的置信区间。对于断裂源于多个独立缺陷总体的样本

(例如竞争失效模式),6.4和6.5中的偏倚修正和计算置信区间的方法不适用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3358.1 统计学词汇及符号 第1部分:一般统计术语与用于概率的术语(GB/T3358.1—

2009,ISO3534-1:2006,IDT)

3 术语和定义

GB/T3358.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 缺陷总体

3.1.1 
缺陷 flaw
材料中具有不均质或不连续特征的区域,在外加载荷下易引起应力集中导致断裂。
注:当缺陷成为材料失效的断裂源时,缺陷就是材料失效的关键因素。

3.1.2 
截尾数据 censoreddata
强度数据(即一个样本),包含多重竞争型或并存型缺陷总体造成的延迟观测。
注:断口分析清晰表明一个样本中存在三种并存型缺陷分布(样品中也可包含任意数量的并存型缺陷分布),分别

表示为分布A型、分布B型和分布C型。根据断口分析,每个样品强度对应于一个主导失效的缺陷分布。在

估计与缺陷分布A型有关的强度分布特征参数时,应在分析中纳入所有样品(而不仅仅是因分布 A型缺陷而

失效的样品),以确保所得参数估计的效率和准确性。由于分布B型(或分布C型)缺陷导致失效样品的强度可

被视为相对于分布A型缺陷的右截尾观测,由于分布B型(或分布C型)缺陷导致失效,延迟了分布 A型缺陷

导致的失效,限制或者截尾了分布A型缺陷在样品中的信息[2]。在分布B型(或分布C型)缺陷破坏的样品

中,最严重的分布A型缺陷主导的强度高于(因此在右侧)观测到的失效强度。但是,目前没有关于这种强度差

别程度的资料。本标准分析截尾数据的方法,可利用不完整的信息以提供有效和相对无偏的分布参数估值。

3.1.3 
竞争失效模式 competingfailuremodes
由并存型(竞争型)缺陷分布引起的不同类型断裂源现象。
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